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OZET

Bilgisavar Biitiinlesik Imalatda (CIM) otomasyon.
tarkli mmalat fonksiyonlar: gin. bir ¢ok bilgisayar
vazthhm  paketleriyle desteklenir. Bunlarin ¢n
onemlileri: Proscs Planlamasi. Bilgisayar Destekli
Tasarim. Imalat Kaynak Planlamasi, Cizelgeleme
ve Atelve Kontroldur. Imalat fonksiyonlari bir
bilgisavar pakcti i¢inde biitiinlestirilebilir. Isletme
icindeki bir bilgisayarhh is istasyonundan gerek
duvulan fonksiyona crismek miimkiin olabilir. Bu
fonksiyonlar arasinda biitiinlesme saglanmadigy
saman bilgr isletme boliimleri arasinda sdzli veya
vazili olarak 1letilecektir. Bilginin bu sekilde 1letini
verunsizdir. Bu  nedenle  siparisin - girisinden
teshimine kadar farkli fonksiyonlarin butiinlesmest,
isletmenin toplam  verunhiligini  arttiracaktir.
Biitiinlesmenin  amaglanndan  binde  kagitsiz
1slcvecek olan gelecegin fabrikasini
gerceklestirmektir. Bu  calismada Imalat
Fonksivonlanninin butiinlesmesinde endiistriyel bir
vaklasun tarusilmaktadir.

Anabtar Kelimeler: CAD, CAPP, CAM, MRPII,
CTM.

[. GIRIS

Fabrikalarda tiretum dort ana teknolojiye yonelmistir. Bu
icknolojiler Imalat Kaynak Planlamasi (MRP II),
Bilgisayar Destekli  Proses Planlamasi  (CAPP),
Bilgisavar Destekli Tasarim (CAD) wve Bilgisayar
Destekli Imalat (CAM)’dir. Gelistirilen her teknoloji
¢ok hizli ve cabuk olarak digerleriyle buitiinlesmektedir
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Sekil 1 Bilgisayar Butiinlesik [malat

Son zamanlara kadar bu dort tip teknolojinin
herbir1 bagimsiz olarak gelistirilmis ve genel olarak
isletmeler tarafindan diger tiplerden ayrn olarak
adapte edilmustir. Yerel sebekelerde (Local Area
Network) bu teknolojiler birbirine baglanarak
Bilgisayar Biitiinlesik Imalat (CIM) olarak bilinen
bir sisteme donismeye baslamuistir ( Sekil 1 ).

Is ve organizasyon tasarimi, imalat proseslerinin
yonetimi  ve  planlama metodlarnn  yeni
tcknolojilerden ctkilenmektedic. Yeni planlama
metodlarinin  ¢ogu iiretim  prosesindekl  tiim
aylakliklann  azaltma iddiasindadir.  Ornegin
fabrikanin giinliikk uretim ¢izelgelerint karsilamak
icin hammadde yeter1 kadar az miktarda ve tam
zamaninda temin edilerek proses 1¢1 envanter
Onemlt miktarda diisirilebilir. Nihai mamul
envanteride., siparis verilis tarthiyle uriinin teslimni

arasindaki zaman kisaltilarak azaltilabilir|2].

Diger yeni metodlardan En lyilenmis Uretim
Teknolojist (OPT) darbogazlart elimine ederek
tezgahlarin en kisa siirede hazir olmalarini
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amaclar. Tipik bir atélyede bir is 1i¢in cikti
zamanminin % 951 tezgahlarin  bosalmasim
beklemede harcandig1 bilinirse bu metodlarin

6nemi daha agik bir sekilde anlasilir[3]. Diger
metodlar uretim ve imalat seviyelerini arttirmayi
amaglar ve grup teknoloji (GT) metodlan farkh
uriinler1 imal etmek i¢in kullamlabilecek benzer ve
ortak parcalarin parg¢a ailelerinin belirleninesini

arastirir[4].

Bu metodlarin etkili kullammmi iriin tasarimlarin
belirlemek icin Imalat ve Endiistri Miihendislerine
ihtiyag duyar. Bununla birlikte gelistirilen Imalat
metodlann verimlilikte artislar meydana getirebilir.
Bunlara. veni teknolojilerden tiim yararlan
saglamak 1¢in On ihtiyaglar olarak bakilabilir.
[sletmenin toplam verimliligin artmasi, farkl
imalat fonksiyonlarinin butiinlestirilmesiyle
basanlabilir. Biitiinlesmenin  saglanmas: igin
yaklasim gelecek boliimlerde tartisilacaktir.

IL BILGISAYAR BUTUNLESIK IMALAT

Bilgisayar Biitiinlesik Imalat, imalat iriin tasarim
lle baslar. Uriin destegi ve bakimi ile sona erer.
Imalat faaliyetier1 birbirinden ayrilamaz.

Imalat bir seri seklinde veri isleme fonksiyonlarinin
gergeklestirilmesidir.  Bunlar  veri  olusturma,
siralama, analiz etme. donistirme ve degistirmeyi
kapsar. Veri genellikle sayisal olarak dusunilir.
Gergekte, geometri. par¢a geometrisi v.b. en somut
ver1 sekilleridir. Bu bilgi biyik bir 1sbirligi
kaynagidir.
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Sekil.2. Geleneksel imalat 1glemlerinin 15 fonksiyonlanna aynimas:

Temel I[malatta dort hiicre veya grup vardir
(Sekil.2). Uriin ve proses tasarimi, planlama ve
kontrol ve Imalat prosesi verilerin islenerek sozlii
veya vazili olarak bilgiye donistirilmesiyle

biitiinlestirilebilir|[2].
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CIM de dort temel hicre vardir fakat igerikler
farklidir. Uriin ve proses tasanmi CAD ile yer
degistirilir, bilgi 1sleme ve transferi
telekomiinikasyon ve bilgisayar donamim ve
yazalimi kullanilarak yapilir ve gelecekte bilgi
kullanimu i¢in bir veri tabani olusturulur. Planlama
ve Kontrol, bilgisayar destekli imalat, planlama ve
kontrol ile yer degistirilir. CAM, gerekli takim
tezgahlarimin 1slemlerini  yonetme 1le iretim
prosesine destek olur (Sekil.3). CIM’ e daha detayh
bakilirsa bu islemlere GT, otomatik malzeme
1letimi ve robotlar eklenir.
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Sekil.3. Detayli Bilgisayar Biitiinlesik Imalat

II1. BILGISAYARLA KALITE KONTROL

Gelecegin fabrikasinda kalite kontrolii tamamen
bilgisayarla yapilmalidir. Giinimiizde Japonya,
Amerika ve Avrupa’da bu konuda uygulamalar

baslamis ve hizla devam etmektedir[5]. Uriin
kalitesinin gittikce 6nem kazandigr diinyamizda %
100 kalite kontroline dogru bir gidis baslamistir.
Bu 1se. 6zellikle ser1 iiretim yapan fabrikalarda bu
islemin 1nsan yerine bilgisayarlarla yapilmasini

kacinilmaz hale getirmektedir[6]. Boyle bir islemi

gerceklestirecek bir Endiistriyel Gorinti Isleme
(EGI) Sistemin’den sunlar beklenir.

1. Cok diisiik hata seviyesi,

2. Yiksek performans.

3. Gucla ve kullamislhh  bir karar verme
mekanizmasi,

4. Diisiik kurulus ve 1sletme maliyeti,

5. Esnek olmali ( sadece bir iinun tipi i¢in olmali ),

6. Kolay adapte edilebilir olmali (birim zamandaki
urin sayist veya urinin sekli, boyutlan
vs.degistiginde adapte olabilmeli),

7. Uretim hattina hizli ve kolay bir sekilde
kurulmali ve farkli triinler igin gerektiginde
kolay ve hizli bir sekilde degistirilebilmelidir.
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Boyle bir sisteinin getirecegi avantajlar sunlardir(7]

[nsanlari rutin ve sikici islerden kurtarmak

[scilik malivetini diisiirmek

Insanlann  zararl1  ortamlarda ¢alismaktan
kurtarmak

4. Uzman kalitc kontrol elemanlarina 1htiyaci

azaltmak

Arzu edilen istatistiki bilgiler ve diger 6neml

bilgiler1 kaydedip. yOneticilerin daha kolay ve

1sabetli karar vermelerine yardimcei olmak

6. Yiksek hizda kontrol yaparak % 100 Kkalite
kontroline imkan saglamak.

-L.on.)v--‘
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[v- BUTUNLESIK FABRIKA

Tam olarak bitiinlcsik fabrikanin organizasyona ait
karakteristiklerinin ~ tartisitilmas1t  ileri  1malat
teknolojilerinin ctkilerini anlamada bize yardimci
olacaktir. Biitiinlesik Fabrika 2000° 11 yillarda

muhtemelen bir gergek olacaktir[l]. Bununla
birlikte bu sistem 1malat firmalarinin 6nemli bir
miktarim temsil etmeyecektir. Bu fabrikalar 1lk
olarak Elektronik Endiistrisinde goriilecek ve onu
vakinen Otomotiv  Endustris1 takip edecektir.
Elektronik Endistrisinin  ilk olmasinin nedeni
venga(mikrochip) tasarim ve imalati, sistemin
cesith bilesenler1 arasinda yakin etkilesime ihtiyag
duyulmasidir ve yiiksek yogunluklu yongalarin
CAD ve robot techizati olmaksizin tasarimin hemen
hemen 1mkansiz olmasidir. Bu 1kt endistrideki
fabrikalarda  boliimler arasindaki etkilesimin
vonetinu ve ¢esitll verl tabanlarinin bitiinlesmesi
Biitiinlesik Fabrikayr gerekli kilmaktadir. Su anda
bu fabrikalarin ¢ogunlugu Biitiinlesik Fabrika’ya
gecls sathasindadir ve yukanda tartisdigimiz bir
veva daha fazla teknoloji tiplerine yatinm
vapmaktadir.

Bitinlesik Fabrika 1slemsel olarak karakterize
edilen islerle bir kag¢ personele sahip olacaktir.
Malzeme doniusimii robotlar ve ¢esitli tiplerde
nimerik kontrollu tezgahlarla gereklestirilecektir.
ABD de Hughes. Vought. Deere ve Caterpillar.
Japonya’da Fujitsu- Fanuc gibi Endistri liderler1 bu
egilimi gosterdiler. Bu fabrikalar. sistemleri iginde
ve arasinda proses 1¢1 envanterl otomatik malzeme
tasina araclann  ile tasiyarak Esnek 1malat

Sistemleri(FMS)  icinde muhtemelen organize
edilecektir.

Bitiinlesik Fabrikalarda muhtemelen ¢ok az sayida
vonetici ve personel bulunacaktir. Cok kiiciik bir
tabrikada oldugu gibi personel birbirinden haberdar
olacak, fabrikanin en ist yonetimi ile en alt
hiverarji kademest arasinda haberlesme ¢ok daha

kolay olacaktir. Yonctici ve personel bir biitiinlesik
topluluga ait olduklarim hissedeceklerdir.

Biitunlesik Fabrikada hiyerarji acgisindan yatay ve
dikey bagimsizhigin her ikiside Onemli olarak
artacaktir.  Yatay bagimsizlik  planlamanin
hiyerarjik seviyeleriyle fabrikanin  iretim

proseslerint  kontrol etme arasindak: 1liskiler
belirtir.

Dikey bagimsizlik fabrika iginde ¢apraz seviyeler
arasindaki iliskileri belirtir. Dikey i1¢ bagimlilik
otomasyona gore ilk olarak 1mal edilecek pargalarin
yeniden  tasarlanmasindan  dolay:r  artacaktir.
Boylece i1¢c bagimhhk irin tasarnimi, kalite
giivencesi, Imalat ve Endiistri Miihendisligi gibi
capraz fonksiyonlarda artacaktir. Bir tampon olarak
envanterin elimine edilmesinden dolayr Imalat
atolyelerinde de i1¢ bagimlilik artacaktir.

V- SONUC

Bu makalede Bilgisayar Biitiinlesik Imalatin temel
modiilleri CAD, CAPP. CAM ve MRP ]I 'nin
klasik  sistemlerec nasil uyarlanabilecegi .bu
inodiiller1 kullanmak zorunda olan endiistriler ve

uygulama  sonucu organizasyon yapilarinda
beklenen degisklikler tartisitmastir.

Gelecegin fabrikasinda beklenen en Onemli
degisikliklerden  biride Endistriyel ~ Gorinti
[sleme(EGI) ile kalite kontroldur. Gene bu

makalede EGI nin bu sistemlerde uygulanabilirligi
tartsiimustir.

Isletme Organizasyonu acisindan Orta Kademe
yOnetimi iizerinde yeni teknolojilerin en belirgin
ctkist biitiinlesik fabrikada calisanlarin sayisinda
olacaktir. Sayilardaki diisme yiizdesi atélye
personelinin sayilarindaki diisme olarak beklenir.
Bagimsizlik ve belirsizligin artmast Miihendislerin
calisma yontemlerini degistirecektir. Bir kag
Miihendis projeler iizerinde yalniz ¢alisabilecektir.
Geleneksel olarak daha yiiksek statiide sahip olan
Uriin Miihendisleri daha diisiik statiiye sahip olan
Imalat ve Endiistri Miihendisleriyle iiriin iiretimini
gelisirmek igin daha yakin ¢alisacaklardir. Boylece
Miihendisler arasinda ucret ve statu
farkliliklarininda kalkmasi beklenir.

Tasarim ve Uretimin 6ncelikleri ve degerleri farkh
olacaktir. Miihendisler ihtiyaglar ve talepler
arasinda kopni kurmada zorluklarla karsilacaktir.
Bu Miihendisler bir kag projeden daha {azla projede
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es zamanli ¢alismak zorunda kalinca enerjiler1 ve
zaman agisindan zorluklarla karsilasabilirler. Eger
projelerdeki Oncelikler1 ve en ¢ok talebin olacag:
projeyl Onceden tahmin edemezlerse
karsilisacaklan zorluklar daha da artacaktir ve

boylece dogru ¢izelgeleme yapmada basarisiz
olacaklardir.
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